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Annexe A - Chronologie des essais
Remplacer le Tableau A.1 par le tableau suivant:

Tableau A.1 — Séquence des essais des comparateurs phas

N\
Ordre F4{5§i§ \ \

des Paragraphe / A
essais De type | Individuekde série sur
série prélévement
1 Contrdle visuel et dimensionnel 5.4.1 X X\
2 Durabilité des marquages 5.4.8 /f\ N\ \ X
3 Force de préhension et fleche 5.4.2 ( )(7 )
4 Résistance aux vibrations 5.4.4 \/%/ \ \
A
5 Résistance aux chutes < 5.45 C X\ -/ )\/
6 Résistance aux chocs L 5.506 J
Solidité du conducteur de 5.4.3
7 raccordement, du conducteur
de terre et desAiajsons
8 Materlauxfl\sokfkts 5.3.1
9 |Element idolaqt ef8lémerit 35—
rés}s{y{
Rigiditedjefectriquéndu ~5/3.6.1 X

10 conduciéu ccordement et
duc 5.3.6.2

SOR cteux de terre
11 | Protection te contourhemenf | 5.3.2

12 ([Rasi t\\ncé\a %Qor}g;e 5.3.3

Xa

\Qour\@ﬁe fﬁ'\te 5.3.4

h\ rWIation 53.7

15 \l‘ndi\catio@indiscutable 5.2.1

16 InflueM du champ magnétique | 5.2.2

x| ox|x|x|x|x]|x|x|x xxéx
<

perturbateur
17 Influence des champs 5.2.3
électriques
18 Résistance climatique 5.4.7
19 Temps de fonctionnement 5.2.9
20 Influence de la source 5.2.7
d’alimentation
21 Temps de réponse 5.2.6 X X
22 Influence de la fréquence 5.2.5 X
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Annex A — Chronology of tests
Replace Table A.1 by the following table:
Table A.1 — Sequence of tests for phase c@v\

Order Tes\Q \
of Subclause < ]
test Ty Routin Sample
1 |Visual and dimensional 5.4.1 X \>
inspection Q
2 | Durability of markings 5.4;\& X\/x/ \\ \> X
~
3 Grip force and deflection \ 4&K \ X\ )
4 Vibration resistance N 5.&4\ \{
5 Drop resistance ( (5\4\5 X>
6 Impact test NG\ \Y
7 Robustness o nne |ng Iead 4.3 X X
earth Iead7>£\ d co ectlo s
8 Ins/ufhs\ng ater|a| 5@1 X
9 Insula e ment dre Stl\k\ \5/3 5 X
elemerg\
10 ectxicistren than 5.3.6.1 X X
Iea and\eaxth le
5.3.6.2 X
11 Protw a\g{alnét\b/rvggmg 5.3.2 X X
4{ é\;{a%‘e{istan\e 5.3.3 X X
13 Le\akag\cur nt 5.3.4 X xa
14 | Circuit gufrent 5.3.7 X X
15 Clear indication 5.2.1 X X
16 Influence of magnetic 5.2.2 X
interference field
17 Influence of electric fields 5.2.3 X
18 Climatic resistance 5.4.7 X
19 Time rating 5.2.9 X
20 Power source dependability 5.2.7 X
21 Response time 5.2.6 X X
22 Frequency dependence 5.25 X
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